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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COORDINATION DE L’ISOLEMENT DES MATERIELS DANS LES
SYSTEMES (RESEAUX) A BASSE TENSION -

Partie 5: Méthode détaillée de détermination des distances d’isolement
dans I’air et des lignes de fuite inférieures ou égales a 2 mm

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisatig alisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités R\ationad . pa CEl a

pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les gdesti g } w dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entreautre $ des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports technigues t des aptés dénommés
"Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des cQ ité avaux desquels tout

Comité national intéressé par le sujet traité peut ipeL, B isati internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec |a partie Jok: efit aux travaux. La CEl
collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de igati seloN des conditions fixées par
accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl g
du possible, un accord international sur lg j etudiés~é 1 que Afes Comités nationaux de la CEI

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous 5 adations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités nationaux defa CEI. To ts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de l'exactitude du contenu technique de ications) la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utili t faife par un quelconque utilisateur final

4) Dans le but d'encourager 1"oni Nt i i g Cemites nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la

odtes Publications de la CEIl et toutes publications
&tre indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

nationales ou rég

5) La CEIl n’a pr@l ’ & o guage valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité po SAQUN éclqrés cQnformes a une de ses Publications.

6) Tous les utilisateurs\dai sOnt en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune respons a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataires, is rts part|cul|ers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux d€ la b dice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage _de\quelqueNyat e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) depenses Jécoulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEI ou de

8) L'attention es ttlree sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatgire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 60664-5 a été établie par le comité d’études 109 de la CEl:
Coordination de I'isolement pour le matériel a basse tension.

Elle a le statut d’une publication fondamentale de sécurité conformément au Guide CEI 104.

Cette norme doit étre lue conjointement avec la CEl 60664-1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INSULATION COORDINATION FOR EQUIPMENT
WITHIN LOW-VOLTAGE SYSTEMS -

Part 5: A comprehensive method for determining clearances
and creepage distances equal to or less than 2 mm

FOREWORD
1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization fe i 8N comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The OBy i promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the e electronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International 3 ical Specifications,
Technical Reports, and Guides (hereafter referred to as “IEC Publicatio { is entrusted to

preparatory work. International, al o ga iza 'nsliais' g with the IEC also
participate in this preparation 3 ganization for Standardization

2) possible, an international

as representation from all

| and regional publications. Any divergence
regional publication shall be clearly indicated in

employees, servants or agents including individual experts and
National Committees for any personal injury, property damage or
t whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC

8) Attention Vs [ ormative references cited in this publication. Use of the referenced publications is

9) Attention is to Xhe pOssibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IE€ shall yot be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60664-5 has been prepared by the IEC technical committee 109:
Insulation coordination for low-voltage equipment.

It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.

It shall be read in conjunction with IEC 60664-1.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60664-5 2003


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60664-5-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60664-5-2003

-8- 60664-5 O CEI:2003

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
109/32/FDIS 109/34/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La CEIl 60664 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre &ral Coordination

de l'isolement des matériels dans les systémes (réseaux) a basse tensi

Partie 1:  Principes, prescriptions et essais;
Partie 2:  Guide d’application;

Partie 3:  Utilisation de revétement, d’empotage ou de mou
la pollution;

Partie 4: Considérations sur les contraintes de tensio
Partie 5: Méthode détaillée de détermination deg dis

Le comité a décidé que le contenu
A cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édq

« amendée.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
109/32/FDIS 109/34/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

IEC 60664 consists of the following parts under the general title Insulg sQordination for

equipment within low-voltage systems:

Part 1: Principles, requirements and tests;
Part 2: Application guide;

Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection agains
Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress;

Part 5. A comprehensive method for determining cl
or less than 2 mm.

carances\ancicreepage distances equal to

The committee has decided that the gOntents
2006. At this date, the publication will be

jill remain unchanged until

* reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised g
+ amended.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CElI 60664 ne peut étre utilisée que conjointement a la Partie 1.

La présente partie s’applique aux cartes imprimées et constructions équivalentes, pour
lesquelles les distances d’isolement et les lignes de fuite sont identiques et suivent les
surfaces de l'isolation solide, comme les chemins décrits aux exemples 1, 5 et 11 en 4.2 de
la Partie 1.

La présente partie spécifie les niveaux d’humidité en ce qui concerne les effets de 'humidité
sur les lignes de fuite.

La présente partie introduit les critéres de dimensionnement suivants gui doi t étre pris en
compte ensemble:

isolantes, les valeurs étant fondée
matériau;

— spécification de lignes de fuite
appropriée dans des conditions hu

ensSionnement des lignes de fuite pour maintenir
s jusqu’a 10 000 V, correspondant aux lignes de

dés échantillons qui avaient été fabriqués selon le méme
8s imprimées avec un espacement des impressions de circuit

— les échantillons ont été placés a différents emplacements, comme en milieu urbain, rural,
industriel, désertique et cbtier.

— Les échantillons ont été réguliérement exposés a une contrainte de tension et les données
ont été accumulées sur une longue période.

L’Annexe G spécifie une méthode d’essai d’adsorption d’eau pour affecter les matériaux
isolants non classés au groupe d’adsorption d’eau approprié.

Cette annexe sera revue lorsqu’une plus grande expérience aura été acquise en utilisant la
méthode d’essai pour les différents matériaux.
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INTRODUCTION
This part of IEC 60664 can only be used together with Part 1.

This part applies to printed wiring boards and equivalent constructions, where the clearance
and the creepage distance are identical and are along the surfaces of solid insulation, such as
the paths described in example 1, example 5 and example 11 of Part 1, Subclause 4.2.

This part specifies the humidity levels regarding the effects of humidity on creepage distances.

This part introduces the following dimensioning criteria which have to be taken into account
together:

— new minimum clearances having more precise values for dimens
pollution degrees 2 and 3 than those specified in Table 2 of Part &,

NOTE Table F.2 provides information on the 4 iop \ 5s in order to maintain adequate
insulation resistance for r.m.s. voltages up to {0 009V, hge distances up to 250 mm.

process as for printe iri 4 pacing of circuit patterns from 0,16 mm to

6,3 mm;

— ten different@'
process on the
research projeget

e test samples. The influence of manufacturing
I, e.g., moulding or machining, was not part of the

Annex G specifie
to the relevant wate

ater adsorption test method for allocating unclassified insulating material
adsorption group.

This annex will be reviewed when further experience is gained using the test method for
different materials.
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COORDINATION DE L’ISOLEMENT DES MATERIELS DANS LES
SYSTEMES (RESEAUX) A BASSE TENSION -

Partie 5: Méthode détaillée de détermination des distances d’isolement
dans I’air et des lignes de fuite inférieures ou égales a 2 mm

1 Généralités

1.1 Domaine d’application

étre utilisés a la place des articles
istances d’isolement et les lignes de fuite
géneéral, c’est la Partie 1 qui s’applique.

des lignes de fuite,
correspondants de Ig

supérieures a 2
NOTE 2 La limitatidg/a d

ces egales\ou inférieures a 2 mm s‘applique a l'isolation principale ou
isplationfenforcée ou double peut étre plus grande que 2 mm.

ritéres suivants pour le dimensionnement:

ales indépendamment du micro-environnement (voir Tableau 2);

NOTE 3 Pour que les lignes de fuite minimales maintiennent une résistance d’isolement appropriée, voir
Tableau F.2.

NOTE 4 La présente norme n’est pas applicable dans des conditions de micro-environnement plus défavorables
que le degré de pollution 3 ou le niveau d’humidité 3.

Une méthode d'essai est spécifiée pour affecter les matériaux isolants non classés au groupe
d'adsorption d'eau approprié.

1 La «Partie 1» se référe a la CEl 60664-1. Documents
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INSULATION COORDINATION FOR EQUIPMENT
WITHIN LOW-VOLTAGE SYSTEMS -

Part 5: A comprehensive method for determining clearances
and creepage distances equal to or less than 2 mm

1 General

1.1 Scope

Part 1.

NOTE 1 If the precision provided by this standard is not reg

—  minimum cle

—  minimum
tracking

NOTE 3 For mihi

NOTE 4 This standard_j
humidity level 3.

um creepage distances to maintain adequate insulation resistance, see Table F.2.

g not applicable for micro-environmental conditions worse than pollution degree 3 or

A test method is specified for allocating unclassified insulating material to the relevant water
adsorption group.

1 “Part 1” refers to IEC 60664-1. Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60664-5 2003


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60664-5-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60664-5-2003

-14 - 60664-5 O CEI:2003

1.2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour [|'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

Le Paragraphe 1.2 de la Partie 1 est applicable, ainsi que les normes suivantes:

CEIl 60364-5-51:2001, Installations électriques des batiments — Partie 5-51: Choix et mise en
ceuvre des matériels électriques — Régles communes

CEl 60664-1:1992, Coordination de lisolement des matériels dans aux a basse
tension — Partie 1: Principes, prescriptions et essais
Amendement 1 (2000)

Amendement 2 (2002)

NClassification
des groupements des agents d’environnement et de leur 3: Utilisation a
poste fixe protégé contre les intempéries
Amendement 1 (1995)

Amendement 2 (1996)

en déplacement
Amendement 1 (1996)

CEl 60721-3-9:1993, Classificati
des groupements des agent
a l'intérieur des produi

Amendement 1 @)

1.3 Définitions

Pour les besoins d S t, les définitions suivantes s’appliquent en plus de celles

1.3.1

1.3.2

humidité relative critique

valeur de I'humidité relative lorsque la tension de tenue aux chocs d'une ligne de fuite
n’atteint plus que 95 % de la valeur qui était mesurée a une humidité relative de 70 %

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60664-5 2003


http://www.avadocuments.com/doc/iec-60664-5-2003
http://www.avadocuments.com/doc/iec-60664-5-2003

60664-5 00 IEC:2003 - 15—

1.2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.

Subclause 1.2 of Part 1 is applicable, as well as the following:

IEC 60364-5-51:2001, Electrical installations of buildings — Part 5-51: Selection and erection of
electrical equipment — Common rules

IEC 60664-1:1992, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1:
Principles, requirements and tests
Amendment 1 (2000)

Amendment 2 (2002)

IEC 60721-3-3:1994, Classification of environmental conditio S : sification of
groups of environmental parameters and their severitie dnary use at
weatherprotected locations
Amendment 1 (1995)
Amendment 2 (1996)

Stationary use
Amendment 1 (1996)

2 conditions - Part 3: Classification of
groups of environmental paramg averities — Section 9: Microclimates inside
products

Amendment 1 (19?4)
1.3 Definitions

For the purpose 5. dosum following definitions apply in addition to those given in

terial to adsorb water on its surface

capability of in m

1.3.2

critical relative humidity

value of the relative humidity when the impulse withstand voltage of a creepage distance has
dropped to 95 % of the value that was measured at 70 % relative humidity
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2 Principes essentiels du dimensionnement des distances d’isolement
et des lignes de fuite

2.1 Introduction

La premiere publication sur ce sujet a été la CEI 664, 1980. Elle ne concernait que les
distances d’isolement, les données étant fondées sur les données de base des tensions de
claquage. Par la suite en 1981, la CEl 664A a été publiée et elle couvrait les lignes de fuite
basées sur les données obtenues sur un grand nombre d’années d’expérience et sur les
données obtenues a partir des essais sur les cartes imprimées. En 1992, ces publications ont
été combinées et publiées sous la référence Partie 1. La révision n’a cependant pas modifié
les données de base.

2.1.1 Principes de base

Le Paragraphe 2.1.1 de la Partie 1 est applicable.

envwonnement lorsque, par exempl & auf la ventilation ou la

— pour l'isolatiqn solide,
« la température/

¢ |’humidité relative.

2.2 Tensions et caractéristiques assignées de tension

Le Paragraphe 2.2 de la Partie 1 est applicable.

2.3 Fréquence

Le Paragraphe 2.3 de la Partie 1 est applicable.

2.4 Durée d’application de la contrainte de tension

Non applicable.
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2 Fundamentals of clearance and creepage distance dimensioning

2.1 Introduction

The first publication on this subject was IEC 664, 1980. It only covered clearances, the data
being based on fundamental data of breakdown voltages. Subsequently in 1981 IEC 664A was
published concerning creepage distances based on data obtained over many years of
experience, and on data obtained from testing printed wiring boards. In 1992, the publications
were combined and published as Part 1. However, the revision did not change the basic data.

2.1.1 Basic principles

Subclause 2.1.1 of Part 1 is applicable.

than the macro-environment where, for example,
influence the micro-environment.

NOTE Protection by enclosures provided according to
increase the humidity of the micro-environmen

The main environmental parameters are’s

- for clearances,
e air pressure,

» temperature, if it has a ee 4.11.2.1.2 of Part 1),

— for creepage distang
e pollution,
* relative humidi

e condensati@

2.2 Voltages and wgltage ratings

Subclause 2.2 of Part 1 is applicable.

2.3 Frequency

Subclause 2.3 of Part 1 is applicable.

2.4 Time under voltage stress

Not applicable.
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2.5 Pollution

La pollution n’affecte pas seulement l'isolation du point de vue des contraintes de tension
efficaces a long terme a l'origine du cheminement mais également du point de vue des
tensions de créte et de 'adsorption d’eau. La pollution est a I'origine d’'une capacité réduite

de tenue aux chocs des petites distances et ainsi des contournements peuvent intervenir a
travers la surface de I'isolation.

L'influence de I'humidité sur la surface de l'isolation est identifiée par les niveaux d’humidité
spécifiés en 2.5.3. L’influence des caractéristiques d’adsorption d’eau sur la surface de
I'isolation est identifiée par les groupes d’adsorption d’eau spécifiés en 2.7.5.

2.5.1 Degrés de pollution dans le micro-environnement

Le Paragraphe 2.5.1 de la Partie 1 est applicable.

2.5.2 Conditions de pollution conductrice

Non applicable.

2.5.3 Niveaux d’humidité

dans le micro-gnvi
— niveau d’hu
produit fréquenim
par I’humidité.

2.5.4 Relatjfon™e eS N alx d’humidité et le macro-environnement

Les coqdditio R_macxo-environnement sont spécifiées dans la CEI 60364-5-51, Ia
60721-3-7 et la CEl 60721-3-9.

NOTE Dans la CEI® -9, on utilise différentes expressions pour les classes climatiques.

La relation entre les niveaux d’humidité du micro-environnement et les classes de
macro-environnement définies est donnée au Tableau 1.
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2.5 Pollution
Pollution does not only impair insulation with regard to long-term r.m.s. voltage stress causing
tracking but also impairs it with regard to peak voltages and water adsorption. Pollution causes

reduced impulse withstand capability of short distances and thus flashover may occur across
the insulation surface.

The influence of humidity on the surface of insulation is identified by the humidity levels
specified in 2.5.3. The influence of the water adsorption characteristics on the surface of
insulation is identified by the water adsorption groups specified in 2.7.5.

2.5.1 Degrees of pollution in the micro-environment

Subclause 2.5.1 of Part 1 applies.

2.5.2 Conditions of conductive pollution

Not applicable.

2.5.3 Humidity levels

For the purpose of evaluating creepage distances
or minimum insulation resistance, the following
established:

— humidity level 3

condensatior@

Macro-environmental i specified in IEC 60364-5-51, [EC 60721-3-3,

g€ macro-environment

The relationship betweew” humidity levels of the micro-environment and the defined macro-
environmental classes)is shown in Table 1.
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et les classes de macro-environnement

60664-5 O CEI:2003

Norme
spécifiant les cl . . . Niveaux
asses climatiques (macro-environnement) s L e
classes d’humidité
climatiques
CEI 60721-3-9 Y2 Y3 Y4
CEI 60721-3-3 3K1 3K3 3K6
CEIl 60721-3-7 7K1 7K3
CEIl 60364-5-51 AB5 AB7
1 1 1 /\

= ERVZNEATEN
V%

+) =

(+) (+) < O\

-)
(+)

V(0

2.6 Informations fournies avec le§ matéri

2.7 Matériau isolant

Les matériaux isolants
(indice de résistance a

Les caractéristi

caractéristiques d’ad

es de rigidité électrique

Le Paragraphe 2.7.2 de la Partie 1 est applicable.

2.7.3 Caractéristiques thermiques

Le Paragraphe 2.7.3 de la Partie 1 est applicable.

2.7.4 Caractéristiques mécaniques et chimiques

Le Paragraphe 2.7.4 de la Partie 1 est applicable.
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Table 1 — Relation between the humidity levels and macro-environmental classes

Standard Humidity
specifying Climatic (macro-environmental) classes levels
climatic classes
IEC 60721-3-9 Y2 Y3 Y4
IEC 60721-3-3 3K1 3K3 3K6
IEC 60721-3-7 7K1 7K3
IEC 60364-5-51 AB5 AB7
! ! ! o~
= ) (-) /\(_. \ﬂ_ 1
) - © A\ AN
+) (+) NN
= micro-environment has the same humidity as the macro-enviromen \>
(=) micro-environment is less humid than the macro-environ
(+) micro-environment is more humid than the macro- env
2.6 Information supplied with the equipment G

Subclause 2.6 of Part 1 is applicable.

2.7 Insulating material

Insulating material shall be ng their CTI values.

The electric strength chatacte S he mechanical, the chemical and the water
adsorption charag erltlcs ' ati aterial shall be considered by the technical
committees. Re qui 30lid insulation, 3.3 of Part 1 applies.

2.7.1 Comparatiyé

2.7.3 Thermal characteristics

Subclause 2.7.3 of Part 1 is applicable.

2.7.4 Mechanical and chemical characteristics

Subclause 2.7.4 of Part 1 is applicable.
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2.7.5 Caractéristiques d’adsorption d’eau

L’adsorption d’eau est un phénoméne de surface qui dépend des caractéristiques du matériau
isolant. Aux vues de l'effet de I'adsorption d’eau sur la capacité de tenue a la tension, on
affecte les matériaux isolants a un groupe d’adsorption d’eau comme montré ci-dessous,
selon la procédure d’essai donnée a I'’Annexe G:

— groupe d’adsorption d’eau WAG 1 (influence négligeable);

— groupe d’adsorption d’eau WAG 2 (faible influence);

— groupe d’adsorption d’eau WAG 3 (influence moyenne);

— groupe d’adsorption d’eau WAG 4 (influence importante);

NOTE 1 La classification des matériaux en fonction des groupes d’adsorption d’eau peut étre i
matiéres de remplissage, les additifs et les procédures de fabrication.

uencée par les

NOTE 2 La classification des divers matériaux isolants en fonction des groupesg st donnée

en 3.2.1.2.4.

3 Prescriptions et procédures de dimensionnemg

Les distances d’isolement doivent étre dimensignné ster aux surtensions

Les distances d'isolement doivent étre(dim r supporter la tension de tenue aux
chocs prescrite. Pour les 1 dés au réseau a basse tension, la
tension de tenue aux chogs n asSignée de tenue aux chocs établie sur la
base de 2.2.2.2 de la gce en régime permanent, une surtension
temporaire ou une tensio gent des distances d'isolement supérieures a
celles pour la tegsio \ 9 les valeurs correspondantes du
Tableau 3 doive atilisées. O i iSir la distance d’isolement la plus importante sur
la base de la tensid , de la tension efficace en régime permanent, des

surtensions tempoyai

Les distances d’is ent doivent étre choisies en tenant compte des facteurs d’influence
suivants:

— tension de tenue aux chocs selon 3.1.4 de la Partie 1 pour I'isolation fonctionnelle et 3.1.5
pour l'isolation principale, supplémentaire et renforcée;

— tensions de tenue en régime permanent et surtensions temporaires (voir 3.1.1.2);

— tensions de créte répétitives (voir 3.1.1.2);

— conditions de champ électrique (voir 3.1.2);

— altitude. Les dimensions des distances d’isolement spécifiées au Tableau 2 et au
Tableau 3 donnent la capacité de tenue pour le matériel destiné a étre utilisé a des
altitudes jusqu’a 2 000 m. Pour les matériels destinés a étre utilisés a des altitudes
supérieures, c’est 3.1.3 qui s’applique.

Des distances d’isolement plus importantes peuvent étre prescrites en raison d’influences
mécaniques telles que les vibrations ou les forces appliquées.
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2.7.5 Water adsorption characteristics

Water adsorption is a surface-related phenomenon that depends on the characteristics of the
insulating material. With regard to the effect of water adsorption on voltage withstand
capability, insulating materials are allocated to a water adsorption group according to the test
procedure in Annex G as follows:

— water adsorption group WAG 1 (negligible influence);

— water adsorption group WAG 2 (weak influence);

— water adsorption group WAG 3 (medium influence);

— water adsorption group WAG 4 (strong influence).

NOTE 1 The classification of materials with respect to water adsorption groups ma
additives, and manufacturing procedures.

be influepced by fillers,

NOTE 2 The classification of various insulating materials with respect to wate given in
3.2.1.2.4.

3 Requirements and dimensioning procedures

Clearances shall be dimensioned to withstand thé AINSiE ages in accordance
with 3.1.1.1. The associated creepage distance sha i ements of 3.2.1.2.2 and
3.2.1.2.3.

3.1 Dimensioning of clearances

Clearances shall be dimensioned to wi sred impulse withstand voltage. For
equipment directly connected to the lo S i e required impulse withstand voltage
is the rated impulse voltage {blisSk of 2.2.2.2 of Part 1. If a steady-state
r.m.s. voltage, a tempqrar g peak voltage requires larger clearances

He corresponding values of Table 3 shall be
, resulting from consideration of impulse
, temporary overvoltages and recurring peak

than required for the i

used. The largest_cle
withstand volta
voltages.

— impulse withstand voltage according to 3.1.4 of Part 1 for functional insulation and 3.1.5 for
basic, supplementary and reinforced insulation;

— steady-state withstand voltages and temporary overvoltages (see 3.1.1.2);
— recurring peak voltages (see 3.1.1.2);
— electric field conditions (see 3.1.2);

— altitude. The clearance dimensions specified in Table 2 and Table 3 give withstand
capability for equipment for use in altitudes up to 2 000 m. For equipment for use in higher
altitudes, 3.1.3 applies.

Larger clearances may be required in the case of mechanical influences such as vibration or
applied forces.
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3.1.11 Dimensionnement aux tensions de tenue transitoires

Les distances d'isolement doivent étre dimensionnées pour supporter la tension de tenue aux
chocs prescrite selon le Tableau 2. Pour les matériels directement raccordés au réseau, la
tension de tenue aux chocs requise est la tension assignée de tenue aux chocs établie sur

la base du Tableau 1 de la Partie 1.

Tableau 2 — Distances d’isolement pour supporter les surtensions transitoires

Distances d’isolement dans I’air minimales jusqu’a 2 000 m
au-dessus du niveau de la mer

Tension de tenue aux chocs

prescrite 2 Cas A
KV conditions de champ hétérogéne
(voir 1.3.15 de la Partie 1)
mm
0,33° 0,01
0,40 0,02
0,50 ° 0,04

<
0,60 0,06 /\

0,80 P 0,10 ,( (7

1,0 A 0,15/(‘ \V/ [
ST

1,5b >0,5 \ \

2,0 (e NN\ D 0,45
I, N= A AN

3,0 ~ N N 0.8

40b [ \ ~ 1,2
50 /N O X 1,5
6,0b \//\\,\ R 2,0

a

la Partie 1 ef3.1" sion assignée de tenue aux chocs du matériel;

— pour d’autres

élevée qui peutapparaitre dans le circuit;

Pour l'isolation renforcée, voir 3.1.5.
b

Valeurs préférentielles spécifiées en 2.1.1.2 de la Partie 1.

— poupNsolati imsi ire¢tement exposée ou influencée de maniéere importante par les surtensions
trafisitoi e réseau d'alimentation a base tension (voir 2.2.2.2 de la Partie 1, 2.2.2.3.1 de

isolations principales (voir 2.2.2.3.2 de la Partie 1), la tension de tenue aux chocs la plus

3.1.1.2 Dimensionnement pour supporter les tensions en régime permanent
et les surtensions temporaires ou les tensions de créte répétitives

Les distances d’isolement doivent étre dimensionnées selon le Tableau 3 pour résister a la
valeur de créte de la tension en régime permanent (courant continu ou tension en 50/60 Hz),

de la surtension temporaire ou de la tension de créte répétitive.

NOTE 1 Les informations concernant les caractéristiques de tenue aux fréquences plus élevées sont données

dans la CEl 60664-42.

2
Partie 4: Considérations sur les contraintes de tension a hautes fréquences.

IEC 60664-4:1997, Coordination de I'isolement des matériels dans les systémes (réseaux) a baDedEiifﬁi
ents
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